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KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu 0719.6.FIZT1.D.MBO
Nazwa przedmiotu polskim Mikroskopia bliskich oddzialywan
w jezyku angielskim Microscopy of close-range interactions

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

1.1. Kierunek studiow Fizyka techniczna
1.2. Forma studiéw studia stacjonarne
1.3. Poziom studiéw I stopnia, inzynierskie
1.4. Profil studiow* ogoblnoakademicki

1.5. Osoba przygotowujaca karte przedmiotu dr hab. prof. UJK Dariusz Bana$

1.6. Kontakt d.banas@ujk.edu.pl

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

2.1. Jezyk wykladowy polski
2.2. Wymagania wstepne* Wstep do fizyki fazy skondensowanej, Wstep do fizyki
materiatéw

3. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

3.1. Forma zaje¢ wyklad, konwersatorium

3.2. Miejsce realizacji zajec¢ zajecia w pomieszczeniach dydaktycznych UJK

3.3. Forma zaliczenia zajec¢ wyklad - egzamin, konwersatorium - zaliczenie z ocena

3.4. Metody dydaktyczne wyktad, ¢wiczenia rachunkowe

3.5. Wykaz podstawowa G. Haugstad, Atomic Force Microscopy: Understanding Basic Modes and
literatury Advanced Applications (Wiley, 2012)

E. Meyer, HJ. Hug, R. Bennewitz, Introduction to Scanning Tunneling
Microscopy (Springer, 2004)

R. Kesall, I. Hamley, M. Geoghegan, Nantechnologie (PWN,2008)
uzupehiajaca E.L. Wolf, Nanophysics and Nanotechnology (Wiley-VCH, 2004)

4. CELE, TRESCI I EFEKTY UCZENIA SIE

4.1. Cele przedmiotu (z uwzglednieniem formy zajec)
wyklad, konwersatorium:
C1 - Poznanie podstaw fizycznych mikroskopii bliskich oddziatywan
C2 - Poznanie zasad mikroskopii sita atomowych (AFM) i tunelowej mikroskopii skaningowej (STM)
C3 - Poznanie mozliwos$ci obrazowania nanoukladéw metodami mikroskopii bliskich oddziatywan
C4 - Poznanie aparatury i metod interpretacji obrazéw AFM/STM

4.2. Tresci programowe (z uwzglednieniem formy zajec)
wyklad, konwersatorium:
Oddzialywanie atoméw na bliskich odleglosciach
Odddziatywanie nanosond z powierzchnami
Mikroskopia sit atomowych (AFM)
Tunelowa mikroskopia skaningowa (STM)
Rodzaje i tryby pracy sond w mikroskopii bliskich oddziatywan
Interpretacja obrazéw AFM/STM
Budowa mikroskopéw AFM/STM
Przyklady badania nanouktadéw metodami mikroskopii AFM/STMN
Ograniczenia mikroskopii bliskich oddziatywan
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4.3. Przedmiotowe efekty uczenia sie

- Odniesienie do
;" Student, ktory zaliczyl przedmiot el;cle‘le(l;l(::/lvkl?c“z,}e’fllila
sie
w zakresie WIEDZY:
WO01 | zna podstawy mikroskopii bliskich oddziatywan FIZT1A_WO08
WO02 | zna opis mikroskopii sit atomowych i tunelowej mikroskopii skaningowej FIZT1A_WO08



http://link.springer.com/search?facet-author=
http://link.springer.com/search?facet-author=
http://link.springer.com/search?facet-author=
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Greg+Haugstad
mailto:pajek@ujk.edu.pl

WO03 | zna typowe tryby pracy mikroskopéw oddzialywania bliskiego zasiegu FIZT1A_WO08
W04 | zna metody interpretacji obrazéw otrzymywanych w mikroskopii bliskiego FIZT1A_W13
oddzialywania _
w zakresie UMIEJETNOSCI:
UO01 | potrafi opisa¢ zasady dziatania mikroskopéw bliskiego zasiegu FIZT1A_U12
U02 | potrafi wybra¢ tryb pracy sondy skanujacej do badanej prébki FIZT1A_U12
U03 | potrafi zinterpretowac obraz otrzymany z mikroskopy bliskich oddziatywan FIZT1A_U04
w zakresie KOMPETENCJI SPOLEECZNYCH:
K01 |rozumie unikalno$¢ mikroskopii bliskich oddziatywan jako narzedzia umozliwiajacego FIZT1A_KO02
wizualizacje ukladéw w skali atomowej
4.4. Sposoby weryfikacji osiagniecia przedmiotowych efektow uczenia sie
Sposob weryfikacji (+/-)
Inne
N,
Bty |y Koo | b | N | B | me |
przedmiotowe S:‘;Se‘;‘;vs;}é:_
(symbol)
Forma zaje¢ Forma zaje¢ Forma zaje¢ Forma zaje¢ Forma zaje¢ Forma zaje¢ Forma zaje¢
WicCi..|WiC wi C Wi C Wi C Wi C Wi C
wo1 + + +
W02 i + +
w03 + + +
W04 + + +
uo1 + + +
uo02 + + +
uo3 + + +
K01 + + +

*niepotrzebne usunqé

4.5. Kryteria oceny stopnia osiagniecia efektow uczenia sie

For‘ma Ocena Kryterium oceny

zajec

- 3 osiggniecie <50 - 60)% wymogow stosowanych w metodach oceny

E g _E 3,5 | osiagniecie <60 - 70)% wymogdéw stosowanych w metodach oceny

E = g 4 osiggniecie <70 - 80)% wymogdéw stosowanych w metodach oceny

’E, Z =| 4,5 |osiagniecie <80 - 90)% wymogow stosowanych w metodach oceny

¢ 5 osiagniecie <90 - 100>% wymogo6w stosowanych w metodach oceny

£ 3 osiggniecie <50 - 60)% wymogow stosowanych w metodach oceny

QO T o -

}; g g 3,5 | osiggniecie <60 - 70)% wymogdw stosowanych w metodach oceny

5 4 osiggniecie <70 - 80)% wymogdéw stosowanych w metodach oceny

S £ =| 4,5 |osiggniecie <80 - 90)% wymogdw stosowanych w metodach oceny

E ° 5 osiggniecie <90 - 100>% wymogo6w stosowanych w metodach oceny

5. BILANS PUNKTOW ECTS - NAKEAD PRACY STUDENTA
Obciazenie studenta
Kategoria Studia Studia
stacjonarne | niestacjonarne

LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOSREDNIM UDZIALE 55
NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/
Udziat w wykladach* 30
Udziat w ¢wiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach* 15
Udziat w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym* 5
Inne (nalezy wskaza¢ jakie? np. e-learning )* 5
SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ 45
Przygotowanie do wyktadu* 5
Przygotowanie do ¢wiczen, konwersatorium, laboratorium* 20




Przygotowanie do egzaminu/kolokwium* 20

LACZNA LICZBA GODZIN 100

PUNKTY ECTS za przedmiot 4

*niepotrzebne usunqé

Przyjmuj(; do reaIizacji (data i czytelne podpisy 0séb prowadzqcych przedmiot w danym roku akademickim)




	E. Meyer, H.J. Hug, R. Bennewitz, Introduction to Scanning Tunneling Microscopy (Springer, 2004)

